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構造解析高分子 MITSUI  CHEMICAL ANALYSIS  &  CONSULTING SERVICE,  INC.

プラスチック製品の表面、深さ方向の微量成分分析 
－ GC-IB併用TOF-SIMS －
TOF-SIMSは無機物、有機物の元素および分子構造を感度ｐｐｍオーダーで測定できる分析手法で
ある。GC-IB( ガスクラスタイオンビーム )を併用することで、試料へのダメージを最小限に抑え、
試料表面からエッチングしながら深さ方向の組成情報をとることができる。

分析範囲

空間分解能

他分析手法との比較

分析事例１　微量付着物(シミ)の分析

分析事例３　プラズマ表面改質の解析 その他適用できるもの

分析事例２　多層フィルム添加剤深さ方向分析
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Au ( めっき成分 )

表面イメージング

C20H28O2 ( フラックス成分 ) Br ( 活性剤成分 )

二次イオンスペクトル

・高分子包装材料の接着、印刷トラブル解析
・表面の親水性、疎水性評価
・二次イオン電池電極表面の化学情報　
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シミ（変色部）は
極めて薄いため高感度な
TOF-SIMS法が有効である

100μm

シミの光学顕微鏡像

相対強度
0.0014

0.0012

0.0010

0.0008

0.0006

0.0004

0.0002

0.0000
0 50 100 150 200 250 300

表面 内部

エッチング時間（秒）

PE PE+NY6 PE NY6

表面から1～2nmの深さ情報
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